
1．装置の構成
本装置（商品名KADC（Kobelco Automatic Defect Classifica-
tion system）を適用して構成した半導体欠陥分類システムを榛 使 用 で き る 。

２ ） 本 装置で構成したADCシステムは，欠陥検出装置と独立

したオフライン型ADCであるため，高稼働率が要求され

る欠陥検査装置の稼働率と検査スループットを低下させる

ことはない。

３）欠陥画像保存機能により，測定済みの欠陥画像の参照が可

能。また，ユーザのデータベースに画像の転送も可能であ

る。
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